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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

@ Ereignisgestutztes Halbleiterprufsystem 

@ Die vorliegende Erfindung betrifft ein Halbleiterprufsy- 
stem, das ein Prufmuster auf der Grundlage von Daten er- 
zeugt, die wahrend einer mit Hilfe eines Rechners an ei- 
nem in einer Umgebung zur elektronischen Entwick- 
lungsautomatisierung (EDA-Umgebung) entworfenen 
hochintegrierten Bauteil durchgefuhrten Logiksimulation 
gewonnen wurden, das hochintegrierte Bauteil priift und 
die Prufergebnisse an die EDA-Umgebung zuruckleitet. 
Das Halbleiterprufsystem enthalt einen Compiler zur Urn- 
wandlung von bei der Durchfuhrung einer Bauteillogiksi- 
mulation wahrend einer Entwicklungsphase eines hoch- 
integrierten Bauteilpruflings gewonnenen Ereignisdaten 
in einen Maschinenprogrammcode; eine Ereignisdatei 
zur Speicherung der vom Compiler umgewandelten Er- 
eignisdaten; einen Ereignisspeicher zur Speicherung der 
von der Ereignisdatei stammenden Ereignisdaten in be- 
zug zu einer bestimmten Zeitsteuerung; Mittel zur Erzeu- 
gung eines Pruf musters auf der Grundlage der vom Ereig- 
nisspeicher kommenden Ereignisdaten und zur Zufuh- 
rung des Prufmusters zum hochintegrierten Bauteilpruf- 
ling; eine Ergebnisdatei zur Bewertung eines Antwortaus- 
gangssignals des hochintegrierten Bauteilpruflings und 
zum Speichern von sich ergebenden Bewertungsdaten 
und Mittel zur Bewertung des Entwurfs fur das hochinte- 
grierte Bauteil auf der Grundlage der in der Ergebnisdatei 
gespeicherten Daten. 
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Beschreibung 



Die vorliegende Erfindung betrifft ein Halbleiterentwick- 
lungs- und Priifsystem zur Entwicklung und zum Priifen von 
integrierten Halbleiterschaltungen, wie etwa hochintegrier- 
ten Schaltungen (LSI-Schaltungen), und insbesondere ein 
ereignisgestiitztes Entwicklungs- und Priifsystem fur inte- 
grierte Halbleiterschaltungen zum Priifen einer integrierten 
Halbleiterschaltung durch Erzeugung eines ereignisgestiitz- 
ten Priifmusters, das direkt aus in einer Entwicklungsphase 
der integrierten Halbleiterschaltung mit Hilfe eines CAD- 
Verfahrens (rechnergestiitzten Entwicklungsverfahrens) er- 
zeugten Logiksimulationsdaten gebildet wird. 

Fig. 1 zeigt ein schematisches Blockschaltbild eines Bei- 
spiels fiir ein Halbleiterpriifsystem zum Priifen einer (im 
folgenden auch als "integrierter Schaltungsbauteil", "hoch- 
integrierter Bauteilpriifling" bzw. "Bauteilprtifling" bezeich- 
neten) integrierten Halbleiterschaltung. 

Beim dem im Beispiel gemaB Fig. 1 dargestellten Priif- 
prozessor 1 handelt es sich um einen Prozessor, der speziell 
zur Steuerung der Operation des Prufsystems durch einen 
Priifgeratbus im Halbleiterpriifsystem vorgesehen ist. Auf 
der Grundlage von durch den Prufprozessor bereitgestellten 
Musterdaten liefert ein Mustergenerator 2 Zeitsteuerungsda- 
ten und Wellenformdaten an einen Zeitsteuerungsgenerator 
3 bzw. einen Wellenformatierer 4, Der Wellenformatierer 4 
erzeugt rait Hilfe der vom Mustergenerator 2 kommenden 
Wellenformdaten und der vom Zeitsteuerungsgenerator 3 
gelieferten Zeitsteuerungsdaten ein Prufmuster, das durch 
einen Treiber 5 einern Bauteilpriifling (DUT) 9 zugefiihrt 
wird. 

Ein durch das Prufmuster hervorgerufenes Antwortsignal 
vom Bauteilpriifling 9 wird mit Hilfe eines analogen Kom- 
parators 6 in bezug zu einem vorbestimmten Schwellen- 
Spannungsniveau in ein Logiksignal umgewandelt. Das Lo- 
giksignal wird durch einen Logikkomparator 7 mit vom Mu- 
stergenerator 2 bereitgestellten SOLL-Werten verglichen 
und das Ergebnis des Logikvergleichs in einem Fehlerspei- 
cher 8 entsprechend der Adresse des Bauteilpriiflings 9 ab- 
gespeichert. Der Treiber 5, der analoge Komparator 6 und 
die (nicht dargestellten) Umschalter zum Wechsel der Pins 
des Bauteilpriiflings sind in einer Pinelektronik 20 angeord- 
net. 

Die Entwicklung von integrierten Halbleiterschaltungen, 
beispielsweise von hochintegrierten Schaltungen (LSIs), er- 
folgt beinahe immer durch ein Entwicklungsverfahren unter 
Verwendung eines rechnergestiitzten Entwicklungspro- 
gramms (CAD-Programms). Eine derartige Entwicklungs- 
umgebung, bei der ein CAD-Programm zum Einsatz 
kommt, wird auch als Umgebung zur elektronischen Ent- 
wicklungsautomatisierung (EDA-Umgebung) bezeichnet. 

Bei einem solchen Halbleiter-Entwicklungsverfahren in 
einer EDA-Umgebung werden die gewiinschten Halbleiter- 
schaltungen in einer hochintegrierten Schaltung mit Hilfe 
einer Hardware-Spezifikationssprache, wie etwa VHDL 
bzw. Verilog, erzeugt. AuBerdem werden bei diesem Verfah- 
ren Funktionen in der genannten Weise entworfenen Halb- 
leiterschaltungen mittels einer Simulationssoftware, eines 
sogenannten Bauteillogiksi mutators, an einem Rechner be- 
wertet. 

Ein Bauteillogiksimulator umfafit eine Schnittstelle, die 
iiblicherweise als Priifbank bezeichnet wird und durch die 
den Bauteilentwurfsdaten (Bauteilmodell), welche die ge- 
wiinschten Halbleiterschaltungen reprasentieren, Priifdaten 
(Vektoren) zugefiihrt und die sich ergebenden Antwortsi- 
gnale der entworfenen Haltbleiterschaltungen bewertet wer- 
den. 

Nach Beendigung der Entwicklungsphase der hochinte- 



grierten Schaltung werden die eigentlichen hochintegrierten 
Bauteile hergestellt und mit Hilfe eines Halbleiterpriifsy- 
stems, beispielsweise eines Prufgerats fiir hochintegrierte 
Schaltungen, gepriift, um festzustellen, ob die hochinte- 

5 grierten Bauteile die gewiinschten Funktionen fehlerfrei 
ausfiihren. Wie bereits erwahnt, leitet dabei ein Priifgerat fiir 
hochintegrierte Schaltungen ein Prufmuster (Prufvcktor) an 
einen hochintegrierten Bauteilpriifling und vergleicht die 
sich ergebenden Ausgangssignale vom hochintegrierten 

10 Bauteil mit SOLL-Wert-Daten, um zu bestimmen, ob das 
hochintegrierte Bauteil fehlerfrei oder fehlerhaft arbeitet. 

Zur Priifung eines hochintegrierten Bauteils hoher Funk- 
tionalitat und Dichte muB dem hochintegrierten Bauteil ein 
entsprechend komplexes und umfangreiches Prufmuster zu- 

15 gefuhrt werden, was die Herstellung des Priifmusters ent- 
sprechend arbeitsintensiv und zeitaufwendig macht. 

Da das vom Priifgerat fiir hochintegrierte Schaltungen 
beim Priifen tatsachlich hergestellter integrierter Halbleiter- 
schaltungen durchgefiihrte Priifverfahren eine erhebliche 

20 Ahniichkeit mit dem vom Bauteillogiksimulator beim Prii- 
fen der Entwurfsdaten der Halbleiterschaltung im oben er- 
wahnten CAD-Verfahren eingesetzten Priifverfahren auf- 
weist, wurde bereits zur Erhohung der Gesamtpriifleistung 
und der Produktivitat bei integrierten Halbleiterschaltungen 

25 versucht, die wahrend des Einsatzes des Bauteillogiksimula- 
tors erzeugten Daten bei einer Priifung der tatsachlichen er- 
zeugten integrierten Halbleiterschaltungen zu verwenden. 

So wird beispielsweise versucht, Prufmuster und SOLL- 
Wert-Muster fur ein Priifgerat fiir integrierte Schaltungen 

30 zum Priifen der geplanten integrierten Halbleiterschaltun- 
gen unter Verwendung der bei der Durchfuhrung der Bau- 
teillogiksimulation gewonnenen Daten (Speicherauszugsda- 
tei) zu erzeugen. Fig. 2 zeigt in einem Schemadiagramm ei- 
nen Gesamtiiberblick uber die Beziehung zwischen einer 

35 Entwicklungsphase einer integrierten Halbleiterschaltung 
und einer Priifphase der integrierten Halbleiterschaltung. 
Das dargestellte Beispiel betrifft dabei eine Situation, in der 
eine hochstintegrierte Schaltung (VLSI), etwa ein System- 
chip (SoC) 23 in einer Umgebung zur elektronischen Ent- 

40 wicklungsautomatisierung (EDA-Umgebung) entworfenen 
wird. 

Nach der Entwicklung der integrierten Halbleiterschal- 
tung 23 in der EDA-Umgebung erhalt man eine Entwurfsda- 
tei 25 und eine Priifdatei 33. Durch verschiedene Datenum- 

45 wandlungsvorgange werden die Entwurfsdaten in Daten auf 
physikalischer Ebene umgewandelt, die jedes Gatter der ent- 
worfenen integrierten Halbleiterschaltung anzeigen. Auf der 
Grundlage dieser physikalischen Daten wird nun in einem 
Herstellungsverfahren fiir integrierte Schaltungen (Sili- 

50 zium-Verfahren) eine tatsachliche integrierte Schaltung 29 
erzeugt. 

Die auf diese Weise erzeugte integrierte Schaltung wird 
sodann mit Hilfe eines Halbleiterpriifsystems 30 gepriift. 
Durch eine Logiksimulation mit Hilfe einer Priifbank 34 un- 

55 ter Verwendung der in der Entwicklungsphase der integrier- 
ten Schaltung gewonnenen Priifdaten wird hierfiir eine Da- 
tei 35 erzeugt, die die Beziehung zwischen Eingangs- und 
Ausgangssignaien der integrierten Schaltung wiedergibt. 
Ein Beispiel fur eine derartige Datei ist beispielsweise die 

60 VCD-Datci (Wertanderungs-Speicherauszugsdatei) von Ve- 
rilog. 

Wie spater noch genauer erlautert wird, wird durch eine 
Umwandlungssoftware 37 sodann eine Formatumwandlung 
durchgefuhrt, bei der die in einem ereignisgestiitzten Format 
65 geschriebene VCD-Datei 35 in ein Priifsignal mit zyklusge- 
stutztem Format umgewandelt wird. In einer Datei 38 im 
Halbleiterpriifsystem 30 wird dementsprechend ein zyklus- 
gestiitztes Prufmuster abgespeichert. Eine Priifgerat-Hard- 
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ware 39 ftihrt dieses Prufmuster dem Bauteilpru fling 29 zuin 
Priifen der Funktionen des Bauteils usw. zu. 

Wie bereits kurz erwahnt, liegen bei derartigen Logiksi- 
mulationsdaten die einem Bauteilmodell zuzufiihrenden 
Prufmuster ebenso wie die sich ergebenden Ausgangssi- 
gnale (SOLL- Wert-Muster) des Bauteilmodells in einem er- 
eignisgestiitzten Format vor. Dabei entsprechen die ereig- 
nisgestiitzten Daten den Stellen eines Wechsels im Prufmu- 
ster vom Binar "1" zum Binar "0" oder umgekehrt (Ereig- 
nisse) in bezug zur verstrichenen Zeit. "Oblicherweise wird 
die verstrichene Zeit als Zeitspanne ab einem bestimmten 
Bezugspunkt (absolute Zeitdifferenz) oder ab dem vorher- 
gegangenen Ereignis (relative Zeitdifferenz) angegeben. 

Bei einem tatsachlich vorhandenen Priifgerat fiir hochin- 
tegrierte Schaltungen (Halbleiterpriifsystem) liegen die 
Prufmuster hingegen in einem zyklusgestiitzten Format vor. 
Bei zyklusgestiitzten Daten werden alle Variablen eines 
Priifmusters fiir jeden Priifzyklus (Prufgeschwindigkeit) des 
Prufgerats fiir hochintegrierte Schaltungen festgelegt. Dabei 
wird in einem iiblichen Priifgerat fur hochintegrierte Bau- 
teile ein Prufmuster fiir einen entsprechen den Priifzyklus 
auf der Grundlage von in den Priifmusterdaten enthaltenen 
Beschreibungen des Priifzyklus (Priifgeratgeschwindigkeit), 
einer Wellenform (Art der Wellenform und Zeitsteuerungs- 
flanken) und von Vektoren gebildet, worauf spater noch na- 
her eingegangen wird. 

Wie bereits erwahnt, werden in vorhandenen Priifgeraten 
fiir hochintegrierte Schaltungen zyklusgestutzte Daten ver- 
wendet, wahrend die in einer EDA-Umgebung erzeugten 
Daten ereignisgestiitzt sind. Um Prufmuster zum Priifen von 
Halbleiterbauteilen effektiv zu erzeugen, die auf der Grund- 
lage von wahrend der Entwicklungsphase des Halbleiter- 
bauteils gewonnenen CAD-Daten hergestellt wurden, ist es 
also notwendig, die ereignisgestiitzten Daten in zyklusge- 
stutzte Daten umzuwandeln. 

Dementsprechend ruft beim bereits erwahnten, in Fig. 2 
dargestellten Beispiel die Umwandlungssoftware 37 die bei 
der Durchfuhrung der Bauteillogiksimulation wahrend der 
Entwicklung des Halbleiterbauteils gewonnenen Musterda- 
ten und Zeitsteuerungsdaten aus der Speicherauszugsdatei 
35 ab und verwandelt die abgerufenen Daten in zyklusge- 
stutzte Daten. Die derart in ein zyklusgestiitztes Fonnat ge- 
brachten Musterdaten und Zeitsteuerungsdaten umfassen 
Beschreibungen von Priifzyklen (Prufgeratgeschwindig- 
keit), Wellenformen (Art der Wellenformen, Zeitsteuerungs- 
flanken) und Vektoren. Die Musterdaten und die Zeitsteue- 
rungsdaten werden dann in der Musterdatei 38 im Priifsy- 
stem 30 gespeichert. 

Auf der Grundlage der in der Musterdatei 38 gespeicher- 
ten Daten erzeugt das Priifgerat 39, bei dem es sich um ein 
zyklusgestiitztes Prufsystem handelt, nun Prufmuster, die 
dem Bauteilprufling 29 zugefuhrt werden. Wie bereits er- 
wahnt, werden die Prufmuster fiir vorhandene Prufgerate fur 
hochintegrierte Schaltungen mit Hilfe der in den Musterda- 
ten und Zeitsteuerungsdaten enthaltenen Priifzyklusdaten 
(Prufgeratgeschwindigkeitsdaten), Wellenformdaten (Daten 
iiber die Art der Wellenform und die Zeitsteuerungsflanken) 
und Vektordaten formatiert. 

Die Struktur der zyklusgestiitzten Daten laBt sich Fig. 3 
entnehmen. Beim Beispiel gemaB Fig. 3 werden die zyklus- 
gestiitzten Prufmuster in einer Priifmusterdatei 41 und einer 
Priifplandatei 42 gespeichert. Mit Hilfe des in Fig. 1 darge- 
stellten Wellenformatierers 4 wird unter Verwendung der in 
den genannten Dateien enthaltenen Daten ein gewiinschtes, 
durch die Wellenformen 45 dargestelltes Prufmuster forma- 
tiert. Hierbei sind in der Priifmusterdatei 41 Vektordaten 
(die auch als Musterdaten bezeichnet werden) gespeichert, 
wahrend in der Priifplandatei 42 die Zeitsteuerungsdaten ab- 



speichcrt sind, d. h. die Daten, die die Prufzyklen (Prufge- 
ratgeschwindigkeit) und Wellenformen (Art der Wellenfor- 
men und Zeitsteuerungsflanken) betreffen. 

Wie sich Fig. 3 entnehmen laBt, sind zur Formatierung 

5 der gewiinschten Wellenformen 45 fiir jeden Priifeyklus in 
einer Musterbeschreibung 46 Vektordaten, wie "1", "0" und 
"X", und zudem in einer Zeitsteuerungsdaten-Beschreibung 
47 Wellenformen und Verzogerungszeiten festgelegt. Die 
genannten Daten mtissen dabei fiir jeden Priifzyklus angege- 

10 ben werden. 

Hingegen weisen die in der Entwicklungsphase des hoch- 
integrierten Bauteils in der EDA-Umgebung erzeugten Da- 
ten, etwa die bei der Durchfuhrung der Bauteillogiksimula- 
tion gewonnenen Daten, wie bereits erwahnt, eine ereignis- 

15 gestiitzte Datenstruktur auf, die sich grundlegend von der 
Datenstruktur der in Fig. 3 dargestellten zyklusgestiitzten 
Daten unterscheidet. Die sich ergebende Situation wird im 
folgenden unter Bezugnahme auf Fig. 4 noch naher erlau- 
tert. Bei diesem Beispiel zeigen die Wellenformen 58 in Fig. 

20 4 die Ereignisdaten aus einer bei der Durchfuhrung der Lo- 
giksimulation erzeugten Speicherauszugsdatei 57 in einer 
Ereigniszeitfolge, d. h. die Ereignisdaten der Speicheraus- 
zugsdatei geben hier mit Hilfe einer auf die Zeit bezogenen 
Setz- und Rucksetz-Liste jeden Punkt an, an der sich die 

25 Wellenformen 58 verandern. 

Im folgenden wird unter Bezugnahme auf Fig. 4 kurz ein 
Verfahren zur Bildung der Speicherauszugsdatei erlautert. 
Bei der Entwicklung eines hochintegrierten Bauteils in einer 
EDA-Umgebung werden die Entwurfsdaten in verschiede- 

30 nen Beschreibungsniveaus (einer Beschreibungshierarchie) 
ausgedriickt. Dabei wird auf einem hoheren Niveau eine 
starker funktionale Beschreibung verwendet, die dann fiir 
niedrigere Niveaus derart umgewandelt wird, daB die Be- 
schreibung auf dem niedrigsten Niveau der Entwurfsdaten 

35 schlieBlich dem Niveau von Gattern der physikalischen 
Struktur des Halbleiterbauteils entspricht. Eine in Fig. 4 ge- 
zeigte Registerubertragungssprachendatei (KTL-Datei) 54 
speichert Entwurfsdaten, die in einer Registeriibertragungs- 
sprache (RTL) wiedergegeben sind. Die RTL-Entwurfsda- 

40 ten werden von einer Umwandlungssoftware 56 in Netzli- 
stendaten umgewandelt, die in einer Netzlistendatei 56 ge- 
speichert werden. Bei den Netzlistendaten handelt es sich 
um Daten, die die Beziehungen der Verbindungen zwischen 
Gattern wiedergeben, was der physikalischen Struktur des 

45 Halbleiterbauteils in hoherem MaBe entspricht, als dies bei 
den RTL-Entwurfsdaten der Fall ist. 

Auf der Grundlage derartiger Entwurfsdaten liefert die 
Priifbank 51 zurUberpriifung der Entwurfsdaten Priifvekto- 
ren, d, h. beispielsweise eine HDL- Simulation 52 oder eine 

50 Simulation auf Gattemiveau 53. Als Ergebnis der Entwurfs- 
datenbewertung empfangt die bereits erwahnte Speicheraus- 
zugsdatei die Daten, die Eingabeereignisse, den Eingabeer- 
eignissen entsprechende Ausgabeereignisse und die Zeit- 
steuerung dieser Ereignisse bcschreiben. 

55 Wie bereits erwahnt, werden die Prufmuster zum Priifen 
der entworfenen hochintegrierten Schaltungen mit Hilfe von 
Daten erzeugt, die wahrend der Phase der rechnergestiitzten 
Entwicklung des hochintegrierten Bauteils gewonnen wur- 
den, also beispielsweise mit Hilfe der Entwurfsbewertungs- 

60 daten aus der Durchfuhrung der Bauteillogiksimulation in 
der Entwicklungsphase des hochintegrierten Hauteils. Da 
ailerdings bei einem soichen Verfahren eine Umwandlung 
des Priifmusters im Hinblick auf die unterschiedlichen Da- 
tenstrukturen (ereignisgestiitzt bzw. zyklusgestiitzt) erfol- 

65 gen muB und auBerdem die Hard- und Software des Priifge- 
rats fiir hochintegrierte Schaltungen eine begrenzte Funkti- 
onsfahigkeit aufweist, lassen sich die ereignisgestiitzten 
Entwurfsbewertungsdaten nicht vollstandig in zyklusge- 
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stiitzle Priif musterdaten imiwandeln. 

Dies ftihrt dazu, daB beim Priifen des Halbleiterbauteils 
mit Hilfe des aus umgewandelten Entwurfsbewertungsdaten 
bestehenden Priif musters moglicherweise Fehler eines 
Halbleiterbauteilpriiflings nicht irnmer entdeckt werden. 
Anders ausgedriickt, kann es zu einer Verringemng der Feh- 
lererkennungsrate (Fehlersucheffizienz) kommen. Um eine 
Umwandlung zu einem vollstandigeren Priifmuster zu errei- 
chen, mu8 man eine langere Arbeitszeit und einen groBeren 
Arbeitsaufwand in Kauf nehmen, was die Kosten der Prii- 
fung (Gesamtaufwand) erhoht, wahrend die Priifeffizienz 
sinkt, 

AuBerdem miissen, wie ebenfalls bereits erwahnt, bei her- 
kommlichen Halbleiterpriifsystemen verschiedene Parame- 
ter, etwa Priif zyklen, Priif signalwellenformen, Zeitsteue- 
rungsdaten und Logikvektoren gesondert in den Priifmuster- 
und Zeitsteuerungsdaten beschrieben sein, weshalb zur Er- 
zeugung von Priifmustern auf der Grundlage der gesondert. 
bereitgestellten Beschreibungen der Einsatz einer komple- 
xen und kostenintensiven Hard- und Software benotigt wird. 

In der Industrie besteht somit ein Bedarf nach einem 
hocheffizienten Halbleiterentwicklungs- undBewertungssy- 
stem, bei dem bei der Erzeugung von Prufrnustern und der 
Bewertung von Halbleiterbauleilpriiflingen dieselbe Grun- 
didee zum Tragen kommt wie bei den in der EDA-Umge- 
bung gewonnenen Bewertungsdaten und das die Priifergeb- 
nisse sodann zur EDA-Umgebung zuriickleitet. Daruber 
hinaus besteht in Fachkreisen auch der Wunsch nach einer 
Verkurzung der zur Entwicklung und Bewertung von hoch- 
integrierten Schaltungen benotigten Zeitspanne durch Ein- 
satz eines neuartigen, das genannte Konzept verwirklichen- 
den Halbleiterpriif systems. 

Der vorliegenden Erfindung liegt somit. die Aufgabe zu- 
grunde, ein Halbleiterprufsystem zu beschreiben, das zur 
Erzeugung eines Priifmusters unter direktem Einsatz von 
Logiksimulationsdaten eines hochintegrierten Bauteilpriif- 
lings bzw. von Prufdaten, deren Datenstruktur (ereignisge- 
stiitzt) derjenigen der in der Entwicklungsphase des hochin- 
tegrierten Bauteils in einer Umgebung zur elektronischen 
Entwicklungsautomation (EDA-Umgebung) gebildeten Lo- 
giksimulationsdaten entspricht, sowie zur Priifung eines 
hochintergrierten Bauteils dient. 

AuBerdem liegt der vorliegenden Erfindung auch die Auf- 
gabe zugrunde, ein ereignisgestutztes Halbleiterprufsystem 
zu beschreiben, das in der Lage ist, unter direkter Verwen- 
dung der ereignisgestiitzten Simulationsdaten, die auf der 
Grundlage der in der Entwicklungsphase des geplanten 
hochintegrierten Bauteilpriiflings gewonnenen CAD-Daten 
erzeugt wurden, ein Priifmuster zum Priifen eines hochinte- 
grierten Bauteilpriiflings herzustellen. 

Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht 
darin, ein Halbleiterprufsystem zu beschreiben, welches in 
der Lage ist, unter direkter Verwendung der ereignisgestiit- 
zen Simulationsdaten, die auf der Grundlage der in der Ent- 
wicklungsphase des geplanten hochintegrierten Bauteilpriif- 
lings gewonnenen CAD-Daten erzeugt wurden, ein Priifmu- 
ster zum Priifen eines hochintegrierten Bauteilpriiflings her- 
zustellen und dadurch die Verfahrenszeit zwischen der Ent- 
wicklung eines hochintegrierten Bauteils und der Bildung 
des Priifmusters erheblich zu verkiirzen. 

Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht 
darin, ein ereignisgestutztes Priif system zu beschreiben, das 
in der Lage ist, unter direkter Verwendung der ereignisge- 
stutzen Simulationsdaten, die auf der Grundlage der in der 
Entwicklungsphase des geplanten hochintegrierten Bauteil- 
priiflings gewonnenen CAD-Daten erzeugt wurden, ein 
Priifmuster zum Priifen eines hochintegrierten Bauteilpriif- 
lings herzustellen, wodurch es moglich ist, eine weniger 
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komplexe Soft- und Hardware im Halbleiterprufsystem ein- 
zusetzen. 

AuBerdem liegt der vorliegenden Erfindung auch noch 
die Aufgabe zugrunde, ein ereignisgestutztes Prufsystem zu 

5 beschreiben, das direkt mit der EDA-Entwicklungs- und 
Entwurfsumgebung des hochintegrierten Bauteilpriiflings 
verbunden ist, eine Priifung am hochintegrierten Bauteil- 
priifling mit Hilfe eines Priifmusters durchfuhren kann, das 
direkt aus den Entwurfsdaten erzeugt wurde, und in der 

to Lage ist, die Priifergebnisse direkt in die EDA-Entwick- 
lungs- und Entwurfsumgebung zuriickzuleiten. 

SchlieBlich ist es auch eine Aufgabe der vorliegenden Er- 
findung, ein ereignisgestutztes Halbleiterprufsystem zu be- 
schreiben, das in der Lage ist, unter direkter Verwendung 

15 der ereignisgestiitzen Simulationsdaten, die auf der Grund- 
lage der in der Entwicklungsphase des geplanten hochinte- 
grierten Bauteilpriiflings gewonnenen CAD-Daten erzeugt 
wurden, ein Priifmuster zum Priifen eines hochintegrierten 
Bauteilpriiflings herzustellen, wodurch es zu einer Verringe- 

20 rung der Priifkosten und einer Erhohung der Priifeffizienz 
kommt. 

Beim erfindungsgemaBen Halbleiterprufsystem wird das 
Priifmuster unter direkter Verwendung von Daten einer 
Speicherauszugsdatei erzeugt, bei denen es sich um die er- 

25 eignisgestiitzten Daten handelt, die wahrend der Durchfuh- 
rung der Bauteillogiksimulation am Entwurf des hochinte- 
grierten Bauteils in der Umgebung zur elektronischen Ent- 
wicklung sautomatisierung (EDA-Umgebung) gewonnen 
wurden. Die Bauteilpriifung wird durchgefiihrt, indem das 

30 in der genannten Weise erzeugte Priifmuster dem hochinte- 
grierten Bauteilpriifling zugefuhrt und auf der Grundlage 
des Priifergebnisses eine Bewertung des entworfenen hoch- 
integrierten Bauteils an die EDA-Umgebung zuriickgesen- 
det wird. 

35 Beim erfindungsgemaBen Halbleiterprufsystem erfolgt 
die Halbleitcrbautcilpriifling mit hoher Priifeffizienz, indem 
die Daten direkt eingesetzt werden, die wahrend der Durch- 
fiihrung der Bauteillogiksimulation am mit Hilfe des Rec li- 
ners in der Umgebung zur elektronischen Entwicklungsau- 

40 tomatisierung (EDA-Umgebung) erstellten Entwurf des 
hochintegrierten Hauteils gewonnen wurden. Das Halblei- 
terprufsystem enthalt einen Compiler zur Umwandlung von 
bei der Durchfiihrung einer Bauteillogiksimulation wahrend 
einer Entwicklungsphase eines hochintegrierten Bauteil- 

45 priiflings gewonnenen Ereignisdaten in einen Maschinen- 
programmcode; eine Ereignisdatei zur Speicherung der vom 
Compiler umgewandelten Ereignisdaten; einen Ereignis- 
spcicher zur Speicherung der von der Ereignisdatei stam- 
menden Ereignisdaten in Form zweier getrennter Datenty- 

50 pen, wobei ein Datentyp ein ganzzahliges Vielfaches eines 
Referenztaktzyklus und der andere Datentyp Bruchteile des 
Referenztaktzyklus darstellt; Mittel zur Erzeugung eines 
Priifmusters auf der Grundlage der vom Ereignisspeicher 
kommenden Ereignisdaten und zur Zufuhrung des Priifmu- 

55 sters zum hochintegrierten Bauteilpriifling; eine Ergebnis- 
datei zur Bewertung eines Antwortausgangssignals des 
hochintegrierten Bauteilpriiflings und zum Speichern von 
sich ergebenden Bewertungsdaten; und Mittel zur Bewer- 
tung des Entwurfs fur das hochintegrierte Bauteil auf der 

60 Grundlage der in der Ergebnisdatei gespeicherten Daten. 
Wie weiter oben bereits erlautert wurde, wird beim erfin- 
dungsgemaBen Halbleiterprufsystem das Priifmuster unter 
direkter Verwendung der wahrend der Entwicklungsphase 
des Bauteils in der Umgebung zur elektronischen Entwick- 

65 lungsautomatisierung (EDA-Umgebung) gewonnenen Lo- 
giksimulationsdaten des Bauteilpruflings erzeugt. Zur 
Durchfiihrung der Bauteilpriifung wird das in der genannten 
Weise erzeugte Priifmuster dem Bauteilpriifling zugefuhrt. 
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Bcim erflndungsgemaBen Halbleiterprufsystem konncn die 
ereignisgestiitzten Simulationsdaten, die aus den wahrend 
der Entwicklungsphase des hochintegrierten Bauteils er- 
zeugten CAD-Entwurfsdaten gewonnen wurden, direkt zur 
Bildung des fur die Prufung des hochintegrierten Bauteils 
einzusetzenden Prufmusters verwendet werden. 

Dcmentsprechend ist cs beim erflndungsgemaBen Halb- 
leiterprufsystem moglich, die Verfahrenszeit zwischen der 
Entwicklung des hochintegrierten Bauteils und der Erzeu- 
gung des Prufmusters erheblich zu verkiirzen. Dariiber hin- 
aus kann das Priif system aus einer erheblich einfacheren 
Hard- und Software gebildet werden. Zudem laBt sich das 
Priifergebnis direkt zur EDA-Entwicklungsumgebung zu- 
riickleiten, weil die Struktur der Logiksimulation in der Ent- 
wicklungsphase des Bauteils und des dem Bauteil zugefiihr- 
ten Prufmusters auf derselben Grundidee basieren. SchlieB- 
lich laBt sich mit Hilfe des erflndungsgemaBen Halbleiter- 
priifsystems die Bauteilpriifung mit geringem Kostenauf- 
wand und hoher Priifeffizienz durchfiihren. 

Im folgenden wird die vorliegende Erfindung unter Be- 
zugnahme auf die beigefugte Zeichnung naher erlautert. In 
der Zeichnung zeigen 

Fig. 1 ein Blockschaltbild eines grundlegenden Aufbaus 
eines Halbleiterpriifsystems (Priifgerat fiir hochintegrierte 
Bauteile) gemaB dem Stand der Technik; 

Fig. 2 ein Schemadiagramm zur Darstellung eines Ge- 
samtiiberblicks iiber die Zusammenhange beim Priifen eines 
hochintegrierten Bauteils mit Hilfe des herkommlichen 
Halbleiterpriifsystems unter Verwendung einer bei der 
Durchfiihrung einer Logiksimulation an den durch ein 
CAD-System in einer EDA-Umgebung gewonnenen Ent- 
wurfsdaten eines hochintegrierten Bauteils erzeugten Spei- 
cherauszugsdatei; 

Fig, 3 ein Schemadiagramm zur Darstellung eines Bei- 
spiels fur Beschreibungen in Musterdaten und Zeitsteue- 
rungsdaten zur Erzcugung eines Prufmusters mil einem zy- 
klusgestutzten Format mit Hilfe des herkommlichen Halb- 
leiterpriifsystems; 

Fig. 4 ein Blockschaltbild zur Darstellung eines Verfah- 
rens zur Herstellung einer Speicherauszugsdatei bei der 
Durchfiihrung einer Logiksimulation an den in der EDA- 
Umgcbung gewonnenen Entwurfsdaten fiir ein hochinte- 
griertes Bauteil sowie eine Abbildung von ereignisgestiitz- 
ten Wellenformen, die durch die in der Speicherauszugsda- 
tei enthaltenen Daten beschriebenen werden; 

Fig. 5 ein Diagramm zum Vergleich eines Beispiels fiir 
die Beschreibungen zur Erzeugung eines zyklusgestutzten 
Priifmustcrs beim herkommlichen Halbleiterprufsystem mit 
einem Beispiel fiir die Beschreibungen zur Erzeugung eines 
ereignisgestiitzten Prufmusters beim erflndungsgemaBen 
Halbleiterpriifsystem; 

Fig. 6 ein Blockschaltbild zur Darstellung der Beziehung 
zwischen der EDA-Umgebung und dem Prufsystem zur Er- 
zeugung eines zyklusgestutzten Priifmustcrs mit Hilfe des 
herkommlichen Halbleiterpriifsystems auf der Grundlage 
der in der EDA-Umgebung gewonnenen Entwurfsbewer- 
tungsdaten des hochintegrierten Bauteils unter besonderer 
Beriicksichtigung der benotigten Software; 

Fig. 7 ein Blockschaltbild zur Darstellung der Beziehung 
zwischen der EDA-Umgebung und dem erflndungsgemaBen 
ereignisgestiitzten Prufsystem zum Vergleich mit dem Stand 
der Technik gemaB Fig. 6 unter besonderer Beriicksichti- 
gung der benotigten Software; 

Fig. 8 ein Blockschaltbild zur detaillierteren Darstellung 
einer Beziehung zwischen der EDA-Umgebung und dem 
Prufsystem zur Erzeugung eines zyklusgestutzten Priif mu- 
sters mit Hilfe des herkommlichen Halbleiterpriifsystems 
auf der Grundlage der in der EDA-Umgebung gewonnenen 



Entwurfsbewertungsdatcn fiir das hochintegrierte Hauteil 
unter besonderer Beriicksichtigung der benotigten Software; 

Fig. 9 ein Blockschaltbild zur Darstellung einer Bezie- 
hung zwischen der EDA-Umgebung und dem erfindungsge- 

5 maBen ereignisgestiitzten Prufsystem zum Vergleich mit 
dem Stand der Technik gemaB Figur B unter besonderer Be- 
riicksichtigung der benotigten Software; 

Fig. 10 ein Blockschaltbild zum Vergleich des Halbleit- 
prufsystems gemaB dem Stand der Technik mit dem erfin- 

to dungsgemaBen Halbleiterprufsystem zur Erzeugung eines 
Prufmusters und zum Priifen eines Bauteilpriiflings auf der 
Grundlage von in der EDA-Umgebung gewonnenen Ent- 
wurfsbewertungsdaten fiir ein hochintegriertes Bauteil; 
Fig. 1 1 ein Blockschaltbild zur Darstellung von Funktio- 

15 nen des erflndungsgemaBen Halbleiterpriifsystems und ei- 
nes Gesamtuberblicks iiber die Beziehung zwischen dem er- 
flndungsgemaBen Prufsystem und der EDA-Umgebung zur 
Erzeugung eines Prufmusters und zum Priifen eines Bauteil- 
priiflings auf der Grundlage der in der EDA-Umgebung ge- 

20 wonnenen Entwurfsbewertungsdaten fur das hochintegrierte 
Bauteil; und 

Fig. 12 ein Blockschaltbild zur Darstellung eines Bei- 
spiels fiir den Aufbau des erflndungsgemaBen ereignisge- 
stiitzten Halbleiterpriifsystems. 

25 Im folgenden werden das bevorzugte Ausfiihrungsbei- 
spiel der vorliegenden Erfindung und dessen Unterschied 
zum Stand der Technik unter Bezugnahme auf die beige- 
fugte Zeichnung naher erlautert. Fig. 5 zeigt ein Diagramm 
zum Vergleich zwischen einem Beispiel fur die Beschrei- 

30 bungen zur Erzeugung eines zyklusgestutzten Prufmusters 
beim herkommlichen Halbleiterpriifsystem und einem Bei- 
spiel fur Beschreibungen zur Erzeugung eines ereignisge- 
stiitzten Priifmusters beim erflndungsgemaBen Halbleiter- 
priifsystem. 

35 Die Speicherauszugsdatei 57, in der die wahrend der Lo- 
giksimulation in der Entwicklungsphase der integrierten 
Schaltung gewonnenen Ergebnisdaten abgespei chert sind, 
ist in Fig. 5 im oberen Bereich dargestellt. Ein typisches 
Beispiel fiir diese Speicherauszugsdatei ist die VCD (Wert- 

40 anderungs-Speicherauszugsdatei) von Verilog. Die Aus- 
gangsdaten der Speicherauszugsdatei liegen im ereignisge- 
stiitzten Format vor, wobei die Veranderungen von Ein- 
gangssignalen und Ausgangssignalen des entworfenen 
hochintegrierten Bauteils angegeben werden und Beschrei- 

45 bungen vorgesehen sind, die beispielsweise die Wellenfor- 
men 61 in Fig. 5 festlegen. Bei diesem Beispiel wird davon 
ausgegangen, daB Priifmuster entsprechend den Wellenfor- 
men 61 hcrgcstellt werden sollen. Die Wellenformen 61 re- 
prasentieren Priifmuster, die durch Pins (Priifgeratpins bzw. 

50 Prufkanale) Sa bzw. Sb erzeugt werden. Die diese Wellen- 
formen festlegenden Ereignisdaten umfasscn Sctz-Flanken 
Sa, Sb sowie deren Zeitsteuerung (beispielsweise die Zeit- 
abstande zum Referenzpunkt) und Riicksetz-Flanken Ra, Rb 
und deren Zeitsteuerung. 

55 Zur Erzeugung eines in herkommlichen Halbleiterprufsy- 
stemen einzusetzenden zyklusgestutzten Prufmusters auf 
der Grundlage von aus einer Speicherauszugsdatei stam- 
menden Speicherauszugsdaten mussen die Speicheraus- 
zugsdaten in Beschreibungen umgewandelt werden, welche 

60 Priifzyklen (Prufgeratgeschwindigkeit), Wellenformen (Ar- 
ten von Wellenformen, Flankenzeitsteuerung) und Vektoren 
wiedergeben. Ein Beispiel fiir derartige Beschreibungen ist 
in der Mitte und auf der iinken Seite in Fig. 5 dargestellt. 
Wie sich den Wellenformen 63 auf der linken Seite in Fig. 5 

65 entnehmen laBt, wird beim zyklusgestutzten Priifmuster ein 
Priifmuster in die einzelnen Priifzyklen (TS1, TS2 und TS3) 
aufgeteilt, um die Wellenform und die Zeitsteuerung fiir je- 
den Priifzyklus festzulegen. 
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Die Zeitsteucrungsdatcn (Prtifplan) 66 zeigen ein Beispiel 
fur Datenbeschreibungen, wie etwa Wellenformen, Zeit- 
steuerungen und Prufzyklen, wahrend die Vektordaten (Mu- 
sterdaten) 55 ein Beispiel fiir die Logikzustande "1", "0" 
bzw. "Z" der Wellenformen wiedergeben. Bei den Zeitsteue- 
rungsdaten 66 ist beispielsweise der Prufzyklus zur Defini- 
tion der Zeitintervallc zwischen den Prufzyklen durch "rate" 
bezeichnet und die Wellenform wird durch RZ (Ruckkehr zu 
null), NRZ (keine Ruckkehr zu null) bzw. XOR (Exklusiv- 
ODER) beschrieben. AuBerdem wird die Zeitsteuerung je- 
der Wellenform durch eine Verzogerungszeit ab einer be- 
stimmten Flanke des entsprechenden Prufzyklus definiert. 

Die Bildung eines ereignisgestiitzten Pruf musters fur den 
Einsatz in einem ereignisgestutzen Halbleiterpriifsystem auf 
der Grundlage von aus einer Speicherauszugsdatei stam- 
menden Speicherauszugsdaten ist hingegen sehr einfach. 
Der Grund hierfur liegt darin, daB die Speicherauszugsda- 
teien ein ereignisgestiitzles Format aufweisen. Es ist off en- 
sichtlich, daB die in Fig. 5 rechts unten dargestellten Ereig- 
nisdaten direkt aus den im oberen Teil von Fig. 5 dargestell- 
ten Speicherauszugsdaten gewonnen werden konnen. 

Fig. 6 zeigt eine Beziehung zwischen der EDA-Umge- 
bung und dem Priifsystem zur Erzeugung eines zyklusge- 
stiitzten Priifmusters mil Hilfe des herkomm lichen Halblei- 
terpriifsystems auf der Grundlage von in der EDA-Umge- 
bung gewonnenen Entwurfsbewertungsdaten fiir das hoch- 
integrierte Bauteil, wobei die benotigte Software besonders 
beriicksichtigt ist. Die in der EDA-Umgebung 71 gewonne- 
nen Entwurfsbewertungsdaten fiir das hochintegrierte Bau- 
teil werden durch eine Umwandlungssoftware 72 in zyklus- 
gestutzte Daten umgewandelt. Die umgewandelten Daten 
werden nun durch einen Compiler 73 weiter in Maschinen- 
programmcodes umgewandelt, die eine Maschinenpro- 
grammcode-Datei 74 bilden, welche beispielsweise Zeit- 
steuerungs-Maschinenprogrammcodes, Muster-Maschinen- 
programmcodes und Wellenfonn-Maschinenprogrammco- 
des umfaBt. 

Eine geeignete Menge von Daten der Maschinenpro- 
grammcode-Datei 74 wird in einen Zeitsteuerungsspeicher 
und einen Weilenformspeicher im Musterspeicher des Priif- 
gerats fur hochintegrierte Bauteile iibertragen und dort ab- 
gespeichert. Die in den genannten Speichcrn abgespeicher- 
ten Daten weisen das in Fig. 5 gezeigte zyklusgestutzte For- 
mat auf. Beim Prufen des Halbleiterpauteilpru flings werden 
die Daten aus den Speichem abgcrufen und so das Priifmu- 
ster erzeugt. Das Priifmuster wird dem Halbleiterbauteil- 
priifling durch eine Pinelektronik (PE) des Prufgerats fiir 
hochintegrierte Bauteile zugefuhrt. 

Die sich ergebenden Prufdaten werden beispielsweise in 
einem (nicht dargestellten) Fehlerspeicher abgespeichert. 
Falls notig, konnen die Wellenformen der Priifergebnisdaten 
umgestaltet und in einer Wellenformdatei 77 abgespeichert 
und sodann zur Fehleranalyse unter Einsatz eines Fehlerana- 
lyseprogramms 78 verwendet werden. Das Ergebnis der 
Fehleranalyse wird wieder in die EDA-Entwicklungsumge- 
bung zuriickgeleitet. Wie sich den obigen Ausfuhrungen 
entnehmen laBt, werden hier verschiedene Arten von Soft- 
ware zur Durchftihrung der Datenstrukturumwandlung be- 
notigt, da die in der EDA-Entwicklungsumgebung 71 ge- 
wonnenen Daten eine andcrc Struktur aufweisen, als die im 
Halbleiterpriifsystem 76 einzusetzenden Daten. AuBerdem 
erschweren die Unterschiede in der Datenstruktur die Rtick- 
fiihrung von Daten in die EDA-Entwicklungsumgebung 71. 

Zum Vergleich mit dem Stand der Technik gemaB Fig. 6 
zeigt Fig. 7 die Beziehung zwischen der EDA-Entwick- 
lungsumgebung und dem erfindungsgemaBen ereignisge- 
stiitzten Priifsystem. Beim ereignisgestutzen Halbleiterpriif- 
system werden die in der EDA-Entwicklungsumgebung 81 



gewonnenen Speichcrauszugsdatei-Ausgangsdatcn direkt 
durch einen Compiler 83 in Maschinenprogrammcodes 
ubersetzt. Die ereignisgestiitzten Maschinenprogrammco- 
des werden in einer Datei 84 abgespeichert und eine beno- 

5 tigte Menge dieser Codes wird an einen Ereignisspeicher im 
Priifsystem 86 iibertragen. 

Die im Ereignisspeicher gespeicherten Ereignisdaten be- 
sitzen die in Fig. 5 gezeigte Beschreibungsform, wobei es 
sich um eine einfache Liste von Setz- und Rucksetzereignis- 

10 sen und deren Zeitsteuerung handelt. Somit lassen sich mit 
Hilfe der Daten aus dem Ereignisspeicher Priifmuster auf 
einfache Weise bilden. Die durch die Zufuhrung des Priif- 
musters zum Bauteilpriifling gewonnenen Priifergebnisda- 
ten konnen nun direkt zur Fehleranalyse mit Hilfe eines Feh- 

15 leranalyseprogramms 82 eingesetzt werden. Das Ergebnis 
der Fehleranalyse wird dann wiederum direkt zur EDA-Ent- 
wicklungsumgebung 81 zuriickgeleitet. Auf diese Weise 
laBt sich das Priifmuster beim erfindungsgemaBen ereignis- 
gestiitzten Priifsystem mit einem geringen Aufwand an aus- 

20 gesprochen einfacher Software erzeugen. Da das Priifmuster 
zudem einfach durch die Bildung von Setz- und Riicksetzsi- 
gnalen auf der Grundlage von Ereignisdaten erstellt wird, 
laBt sich beim resultierenden Priifsystem auch eine stark 
vereinfachte Hardware einsetzen. 

25 Beim erfindungsgemaBen ereignisgestiitzten Priifsystem 
ist es daher moglich, die Kosten fiir die Hardware und die 
Software zur Erzeugung von Priif mustem wesentlich zu ver- 
ringern. Zudem stimmt das durch dieses Priifsystem er- 
zeugte Priifmuster mit dem mit Hilfe der Entwurfsdaten er- 

30 zeugten Priifmuster iiberein, so daB sich die Effizienz der 
Fehlererkennung beim Bauteilpriifling (Fehlersucheffizienz) 
erhoht. Da auBerdem die in der Entwicklungsphase des Bau- 
teils gewonnenen ereignisgestiitzten Simulationsdaten di- 
rekt zur Erzeugung des Priifmusters zum Prufen des Bauteil- 

35 prii flings herangezogen werden konnen, ist es moglich, die 
Verfahrenszei I zwischen der Entwicklung des hochintegrier- 
ten Bauteils und der Prufmustererzeugung erheblich zu ver- 
kiirzen. 

Die Beziehung der in den Figur B und 9 dargestellten Si- 

40 tuationen entspricht der zwischen den in den Fig. 6 und 7 
dargestellten Situationen, wobei allerdings detaillierter auf 
die zwischen der EDA-Umgebung und dem Priifgerat fiir 
hochintegrierte Schaltungen eingesetzte Software eingegan- 
gen wird. Bei Fig. 8 handelt es sich um ein Biockschaltbild 

45 zur Darstellung der Software, die zwischen der EDA-Umge- 
bung und dem Priifsystem beim herkommlichen Halbleiter- 
priifsystem zur Erzeugung des zyklusgestiitzten Priifmusters 
auf der Grundlage der in der EDA-Umgebung gewonnenen 
Entwicklungsbewertungsdaten des hochintegrierten Bau- 

50 teils benotigt wird. 

Beim Beispiel gemaB Fig. 8 werden die in der EDA-Um- 
gebung 91 gewonnenen Gultigkeitsdaten fur den Entwurf 
des hochintegrierten Bauteils in einer Speicherauszugsdatei 
92 gespeichert. Die Daten von der Speicherauszugsdatei 92 

55 sowie Daten aus einer Pindatei 93, die die Pinanordnung des 
Halbleiterpriifsys terns 106 betreffen, werden an eine Um- 
wandlungssoftware 97 geleitet, die diese Daten in zyklusge- 
stutzte Daten umwandelt. Zudem werden Daten, die ver- 
schiedene Spezifikationen des Prufsystems beschreiben, aus 

60 den Datcicn 94, 95 und 96 an die Umwandlungssoftware 97 
geleitet und von dieser in zyklusgestutzte Daten umgewan- 
delt. 

Durch dieses Vorgehen werden eine Prufplandatei 98 und 
eine Priifmusterdatei 99 erzeugt. Im Rahmen der vorliegen- 
65 den Erfindung handelt es sich bei den Prufplandaten um die- 
selben Daten wie bei den Zeitsteuerungsdaten, die die Priif- 
musterwellenformen, die Prufzyklen und die jeweilige Zeit- 
steuerung der Wellenformen beschreiben, wahrend die Priif- 
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musterdaten Vektoren des Prufmusters fcstlegen. Die cr- 
wahnten umgewandelten Daten werden durch Compiler 101 
und 102 weiter in Maschinenprogrammcodes umgewandelt, 
wobei Maschinenprogrammcode-Dateien 103 und 104 ent- 
stehen. Die Daten in den Maschinenprogrammcodedateien 
103 und 104 werden durch ein Ladeprogramm zu entspre- 
chenden Speichern (Wellenform-, Zeitsteuerungs- und Mu- 
sterspeichern) im Prufsystem (Priifgerat fur hochintegrierte 
Schaltungen) 106 ubertragen. 

Die in den Wellenform-, Zeitsteuerungs- und Musters pei- 
chern des Priifgerats fur hochintegrierte Bauteile 106 ge- 
speicherten Daten weisen eine zyklusgestiitzte Datenstruk- 
tur auf, wie sie sich Fig. 5 entnehmen laBt. Zum Priifen des 
Bauteilprtiflings werden die Daten aus diesen Speichern 
ausgelesen und es wird ein entsprechendes Priif muster er- 
zeugt. Das Priifmuster wird dem Bauteilpriifling uber die 
Pinelektronik (PE) zugefiihrt. 

Ahnlich wie beim Fall gemaB Fig. 6 werden die Priifer- 
gebnisdaten in einem (nicht dargestellten) Fehlerspeicher 
abgespeichert. Die Priifergebnisdaten werden in einer Datei 
107 so umgeordnet, daB sie Eingabe- und Ausgabewellen- 
formen anzeigen, die den ereignisgestiitzten Daten entspre- 
chen. Die Daten aus der Datei 107 werden dann bei der Feh- 
leranalyse mil Hilfe eines Analyseprogramms 108 einge- 
setzt. Die Ergebnisse der Fehleranalyse werden an die EDA- 
Umgebung zuriickgeleitet; jedoch konnen diese Fehlerana- 
lyse-Ergebnisse dort nicht direkt verwendet werden. 

Wie bereits erwahnt, miissen fur die Datenumwandlung 
rnehrere verschiedene Arten von Software eingesetzt wer- 
den, weil die in der EDA-Entwicklungsumgebung 91 und 
die im Halbleiterprufsystem 106 gewonnenen Daten sich in 
ihrer Datenstruktur unterscheiden. Zur Datenumwandlung 
im zyklusgestiitzten System wird dabei insbesondere die im 
mit einer gestrichelten Linie begrenzten Bereich angeord- 
nete Software benotigt. Beim erfindungsgemaBen ereignis- 
gestiitzen Priifgerat fur hochintegrierte Schaltungen kann 
hingegen auf diese Software vollstandig verzichtet werden. 

Ahnlich wie Fig. 7 zeigt auch das Blockschaltbild gemaB 
Fig. 9 das erfindungsgemaBe ereignisgestiitzte Prufsystem 
zum Vergleich mit dem herkommlichen zyklusgestiitzten 
Halbleiterprufsystem gemaB den Fig. 6 und 8. Beim ereig- 
nisgestiitzten Halbleiterprufsystem werden die Speicheraus- 
zugs-Ausgabedaten aus einer in der EDA-Entwicklungsum- 
gebung 115 erzeugten Speicherauszugsdatei 111 so wie Pin- 
In fonnationen von der Pindatei 112 direkt durch einen Com- 
piler 113 in Maschinenprogrammcodes umgewandelt, Die 
ereignisgestiitzten Maschinenprogrammcodes werden dann 
in einer Datei 114 abgespeichert und ein benotigter Teil die- 
ser Daten wird durch ein Ladeprogramm an einen Ereignis- 
speicher im Prufsystem 118 ubertragen. 

Die im Ereignisspeicher gespeichcrtcn Ercignisdaten 
weisen die in Fig. 5 gezeigte Beschreibungsform auf, wobei 
es sich um eine einfache Liste von Setz- und Rucksetzereig- 
nissen und deren Zeitstcuerung handelt. Somit werden die 
Priifmuster einfach unter Verwendung der Daten vom Ereig- 
nisspeicher gebildet. Die bei der Zufiihrung des Prufmusters 
zum Bauteilpriifling gewonnenen Priifergebnisdaten lassen 
sich zudem direkt vom Fehleranaylseprogramm 119 zur 
Fehleranalyse einsetzen. Das Ergebnis der Fehleranalyse 
kann dann direkt wicder an die EDA-Entwicklungsumge- 
bung 115 zuriickgesandt werden. 

Auf diese Weise laBt sich das Priifmuster beim erfin- 
dungsgemaBen ereignisgestutzen Prufsystem mit einem ge- 
ringen Aufwand an ausgesprochen einfacher Software er- 
zeugen. Insbesondere kann beim in Fig. 9 dargestellten er- 
findungsgemaBen Prufsystem auf die beim Stand der Tech- 
nik gemaB Fig. 8 notwendige und im durch die gestrichelte 
Linie begrenzten Bereich dargestellte Software vollstandig 
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verzichtet werden. Zudem wird das Priifmuster hicr einfach 
durch das Vorsehen von Setz- und Riicksetzereignissen in 
den Ereignisdaten erzeugt, wodurch im Prufsystem auch 
eine erheblich vereinfachte Hardware zum Einsatz kommt. 

Das erfindungsgemaBe ereignisgestiitzte Prufsystem er- 
moglicht somit eine erhebliche Reduzierung der Kosten der 
fur die Priifmustercrzeugung benotigten Hard- und Soft- 
ware. Zudem entspricht das durch dieses Prufsystem er- 
zeugte Priifmuster dem mit Hilfe der Entwurfsdaten erzeug- 
ten Priifmuster, wodurch sich die Effizienz der Fehlererken- 
nung beim Bauteilpriifling (Fehlersuchefflzienz) erhoht. 
Dariiber hi n aus ist es hier auch moglich, die Verfahrenszeit 
zwischen der Entwicklung des hochintegrierten Bauteils 
und der Herstellung des Prufmusters erheblich zu verkurzen, 
weil die wahrend der Entwicklungsphase des Bauteils er- 
zeugten ereignisgestiitzten Simulationsdaten direkt zur Er- 
zeugung des Prufmusters zur Priifung des Bauteilprtiflings 
eingesetzt werden konnen. 

Das Blockschaltbild gemaB Fig. 10 zeigt eine Situation, 
in der der zyklusgestiitzte Aufbau gemaB Fig. 8 und der er- 
eignisgestiitzte Aufbau gemaB Fig. 9 zum besseren Ver- 
standnis der Unterschiede zwischen der vorliegenden Erfin- 
dung und dem Stand der Technik miteinander kombiniert 
sind. Die Darstellung der EDA-Umgebung im Blockschalt- 
25 bild gemaB Fig. 10 entspricht fast vollstandig derjenigen im 
Blockschaltbild gemaB Fig. 4. Insbesondere wird hierbei 
eine RTL-Datei 121 zur Speicherung der Entwurfsdaten in 
der Registeriibertragungssprache (RTL) durch eine Um- 
wandlungssoftware 122 in eine Pindatei 125 und eine Ent- 
30 wurfsdatei 126 umgewandelt. Auf der Grundlage der umge- 
wandelten Entwurfsdaten wird dann eine integrierte Schal- 
tung 128 in einem Halbleiterherstellungsverfahren (Silizi- 
umverfahren) hergestellt. 

AuBerdem wird durch ein Verfahren 127 zur Ermittlung 
35 von Daten aus den einzelnen Entwurfsdaten eine Prufbank 
124 erzeugt. Die Prufbank leitet Prufvektoren an ein in den 
Entwurfsdaten enthaltenes Bauteilmodell und fuhrt so eine 
Logiksimulation 123 durch. Zur Erzeugung eines Prufmu- 
sters werden eine VCD-Datei 134, bei der es sich um eine 
40 auf die Logiksimulation zuriickgehende Speicherauszugsda- 
tei handelt (und eine STIL-Datei mit einer der ereignisge- 
stiitzten Struktur entsprechenden Datenstruktur) sowie eine 
Pindatei 133, in der Pin-Informationen uber das Prufsystem 
abgespeichert sind, eingesetzt. Als Speicherauszugsdatei 
45 kommt bei spiels weise eine VCD (Wertanderungsdatei), wie 
etwa VCD/Verilog, in Frage, STTL steht dabei fiir die "stan- 
dard test interface language" von IEEE. 

Bei der vorliegenden Erfindung wird das Priifmuster auf 
der Grundlage eines mit einer gestrichelten Linie (A) darge- 
50 stellten Verfahrens erzeugt. Im einzelnen werden dabei die 
Spcicherauszugsdaten und die Pindaten durch einen Compi- 
ler 141 in die Maschinenprogrammcodes umgewandelt, wo- 
durch man eine Ereignisdatei 132 erhalt. Die in der Ereig- 
nisdatei 132 gespeicherten Ereignisdaten werden an einen 
55 Ereignisspeicher im Prufsystem 131 ubertragen. Das Pruf- 
system erzeugt daraus das ereignisgestiitzte Priifmuster und 
priift damit den Bauteilpriifling 128. 

Bei dem Verfahren unter Einsatz des herkommlichen 
Halbleiterpriifsystems wird das Priifmuster hingegen durch 
60 einen Arbeitsablauf entsprechend der gestrichelten Linie (B) 
erzeugt. Im einzelnen werden hierfur die Daten aus den 
Speicherauszugsdateien 134 und 135 und die Daten von Da- 
tei en 137 bis 139, in denen verschiedene Spezifikationen 
und Bedingungen des Priifsystems gespeichert sind, in ei- 
65 nem Vorverarbeitungsschritt 142 zur Ermittlung fiir die Bil- 
dung von zyklusgestiitzten Daten notwendiger Informatio- 
nen vorverarbeitet. In diesem Schritt werden die ereignisge- 
stiitzten Daten in die einzelnen Priifzyklen aufgeteilt, so daB 
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Wellenformdaten und Zeitsteucrungdaten im jeweiligen 
Prufzyklus erzeugt werden. 

Die im genannten Verfahrensschritt gewonnenen Daten 
werden nun mit Hilfe einer Umwandlungssoftware 143 in 
das Format des Prufsystems 152 umgewandelt, wobei es 
sich um ein Format handelt, das Wellenforrnen, die jewei- 
lige Zcitsteuerung und Vcktoren des Priifmusters bcschreibt. 
Durch eine Nach-Verarbeitung 144 werden die sich erge- 
benden Daten weiter in die fur das Prufsystem spezifische 
Sprache umgewandelt, wobei man Priifmusterdateien 145, 
146 und 147 erhalt. Die Priifmusterdaten aus diesen Muster- 
dateien werden durch eine (einen Compiler enthaltende) 
Prufgeratsoftware in das Prufsystem geladen. Das Prufsy- 
stem erzeugt nunmehr das Priifmuster auf der Grundlage der 
empfangenen Daten und pruft sodann den Bauteilpriifling 
128. 

Wie bereits erwahnt, laBt sich beim erfindungsgemaBen 
Prufsystem die EDA-Umgebung direkt mil dem Prufsystem 
koppeln, wie dies im durch die gestrichtelte Linie (A) darge- 
stellten Arbeitsablauf gezeigt ist, Der Compiler 141 bildet 
dabei die einzige bei diesem Arbeitsablauf eingesetzte Soft- 
ware. Andererseits wird beim Prufsystem gemaB dem Stand 
der Technik eine groBe Menge unterschiedlicher Software 
im durch die gestrichelle Linie (B) dargeslellten Arbeitsab- 
lauf zwischen der EDA-Umgebung und dem Prufsystem be- 
notigt. Zudem laBt sich die Umwandlung von ereignisge- 
stutzten Daten strukturen in zyklusgestiitzte Daten strukturen 
nicht immer perfekt durchfiihren, so daB Umwandlungsfeh- 
ler auftreten konnen, die zu einer unzureichenden Bauteilbe- 
wertung fiihren. 

Fig. 11 zeigt Funktionen des erfindungsgemaBen Halblei- 
terpriifsystems und einen Gesarntuberblick iiber die Bezie- 
hung zwischen dem erfindungsgemaBen Prufsystem und der 
EDA-Umgebung zur Erzeugung eines Priifmusters und zum 
Priifen des Bauteilpriiflings auf der Grundlage der in der 
EDA-Umgebung gewonnenen Entwurfsbewertungsdaten 
des hochintegrierten Bauteils. Im einzelnen lassen sich Fig. 
1 1 Funktionen des erfindungsgemaBen Prufsystems zur An- 
zeige der Ereignisdaten sowie zur Modifizierung aller Para- 
meter der Ereignisdaten entnehmen. 

Bei der Durchfuhrung eines Logiksimulauonsvorgangs 
162 an den Entwurfsdaten 161 fiir das hochintegrierte Bau- 
teil mit Hilfe einer Priifbank 163 (durch Dritte) oder einer 
(fur das Priifgerat erzeugten) Priifbank 164 wird eine Spei- 
chcrauszugsdatci 168 erzeugt. Durch eine SchniLtsLelle 171 
erhalt man Dateien 172 und 173, indem man die Ereignisda- 
ten von der Speicherauszugsdatei 168 oder Ereignisdaten 
169 von der Priifbank 164 jedem Priifpin zuordnet und den 
Signalpegel jedes Ereignisses bestimmt. Die Daten der Da- 
teien 172 und 173 werden durch einen Compiler 175 in Ma- 
schinenprogrammcodes umgewandelt, wodurch man eine 
Ereignisdatei 176 erhalt. 

Hei der Durchfuhrung einer Priifung am Bauteil werden 
die Ereignisdaten von der Dalei 176 durch ein Ladepro- 
gramm 177 zum Prufsystem 178 ubertragen. Auf der Grund- 
lage der in einem Ereignisspeicher gespeicherten Ereignis- 
daten erzeugt das Prufsystem 178 ein ereignisgestiitztes 
Prufmuster, mit dem die Priifung am Bauteilpriifling durch- 
gefuhrt wird. Das Ergebnis der Priifung wird in einer Priifer- 
gebnisdatei 166 akkumuliert und dient bei spiels weise zur 
Verwendung bei der Fehleranalyse. Die auf diese Weise ak- 
kumulierten Priifergebnisse konnen durch einen Priifbank- 
Generator 165 zur Priifbank zuriickgeleitet werden. 

Wie bereits erwahnt, beschreiben die in der Ereignisdatei 
gebildeten Ereignisdaten direkt das dem Bauteilpriifling zu- 
zufuhrende Priifmuster. Mit Hilfe der Ereignisdaten laBt 
sich somit durch eine Graphikanwenderschnittstelle (GUI) 
die dem tatsachlichen Prufmuster entsprechende Musterse- 



quenz anzcigen und sogar modifiziercn, Beispiele hierfur 
sind der Gesamtdarstellung 181, die das Prufmuster und die 
Priifpins zeigt, sowie der vergroBerten Darstellung 182 eines 
Teils des Priifmusters und den um einen bestimmten Faktor 

5 verkleinerten (184) bzw. vergroBerten (185) Darstellungen 
184 und 185 der Zeitsteuerung und einer Versatz-Darstel- 
lung 183, bei der die Zeitsteuerung (bzw. Position) der je- 
weiligen Ereignisse verandert wurde, etc zu entnehmen. 
Derartige Veranderungen der Anzeigeparameter lassen sich 

10 durch Modifizierung der Daten in der Ereignisdatei durch- 
fiihren, wodurch sich auch das eigentliche Prufmuster an- 
dert, das dem Bauteilpriifling zugefiihrt wird, was eine 
Uberwachung der resultierenden Ausgangssignale des Bau- 
teilpriiflings ermoglicht. Eine detailliertere Beschreibung 

15 der VergroBerung bzw. Verkleinerung von Zeitsteuerungs- 
daten (Skalierung) laBt sich der US-Patentanmeldung Nr. 
09/286,226 desselben Anmelders entnehmen. 

Das Blockschaltbild gemaB Fig. 12 zeigt ein Beispiel fur 
die Anordnung eines erfindungsgemaBen ereignisgestutzten 

20 Halbleiterprufsystems. Eine genauere Beschreibung eines 
derartigen Prufsystems laBt sich der obigen US-Patentan- 
meldung sowie der US-Patentanmeldung Nr. 09/259,401 
desselben Anmelders entnehmen. Wie in Fig. 12 gezeigt, 
handelt es sich bei einem Hauptrechner 212 um einen Ar- 

25 beitsplatz, der beispielsweise auf UNIX basiert und als An- 
wenderschnittstelle dient. Der Hauptrechner 212 und die 
Hardware des Prufsystems sind durch eine Bus-Schnittstelle 
213 miteinander verbunden. 

Als AdreBsteuereinheit 218 dient beispielsweise ein Priif- 

30 geralrechncr zur Steuerung des Prufsystems. Beim Beispiel 
gemaB Fig. 12 steuert die AdreBsteuereinheit 218 die den 
Ereignisspeichern 220 und 221 zugefuhrten Adressen. Die 
Ereignisdaten werden vom Hauptrechner als Prufprogramm 
an die Ereignisspeicher 220 und 221 ubertragen. So spei- 

35 chert beispielsweise der Ereignisspeicher 220 Ereigniszeit- 
steuerungsdalen, die ein ganzzahliges Vielfaches eines Re- 
ferenztaktzyklus darstellen, wahrend im Ereignisspeicher 
221 diejenigen Ereignisdaten gespeichert sind, die Bruchtei- 
len des Referenztaktzyklus entsprechen. Eine Summier- und 

40 Skaliereinheit 222 erzeugt durch Summierung bzw. Modifi- 
zierung der aus den Ereignisspeichern 220 und 221 stam- 
menden Zeitsteuerungsdaten Zeitlangendaten jedes Ereig- 
nisses. Die Zeitlangendaten driicken die Zeitsteuerung jedes 
Ereignisses in Form einer Zeitlange (Verzogerungszeit) ab 

45 einem bestimmten Referenzpunkt aus. Ein Ercignisgenera- 
tor 224 erzeugt auf der Grundlage der Zeitlangendaten ein 
Prufmuster und fuhrt das Prufmuster durch eine Pinelektro- 
nik 226 dem Bauteilpriifling 228 zu. Das Bauteil 228 wird 
nun durch Bewertung seiner Antwort- Ausgangssignale ge- 

50 pruft. 

Wie bereits erwahnt, wird beim erfindungsgemaBen Halb- 
leiterpriif system das Prufmuster direkt unter Verwendung 
der Logiksimulationsdaten des Bauteilpriiflings gepriift, die 
wahrend der Entwicklungsphase des Bauteils in der Umge- 

55 bung zur elektronischen Entwicklungsautomatisierung 
(EDA) gewonnen wurden. Zur Bauteilpriifung wird das in 
der genannten Weise erzeugte Priifmuster dem Bauteilpriif- 
ling zugefiihrt. Beim erfindungsgemaBen Halbleiterpriifsy- 
stem konnen die ereignisgestutzten Simulationsdaten, die 

60 aus den in der Entwicklungsphase des hochintegrierten Bau- 
teils erzeugten CAD-Entwurfsdaten gewonnen wurden, di- 
rekt zur Bildung des Priifmusters fiir die Priifung des hoch- 
integrierten Bauteils verwendet werden. 

Dementsprechend ist es beim erfindungsgemaBen Halb- 

65 lei terpruf system moglich, die Verfahrenszeit zwischen der 
Entwicklung eines hochintegrierten Bauteils und der Erzeu- 
gung eines Priifmusters erhebiich zu verkiirzen. Zudem 
kann das Prufmuster aus einer bedeutend einfacheren Hard- 
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und Software bcsiehen und aufgrund der Tatsache, daB die 
Strukturierung der Logiksimulation in der Entwicklungs- 
phase des Bauteils und des dem Bauteil zugefiihrten Priif- 
musters auf derselben Grundidee basieren, laBt sich das 
Priifergebnis zudem direkt an die EDA-Entwicklungsumge- 5 
bung zuriickleiten. Dariiber hinaus kann die Bauteilprufung 
mit Hilfe des erfindungsgemaBen Halbleiterprufsystems zu 
geringen Kosten und mit hoher Prufeffizienz durchgefuhrt 
werden. 

10 

Patentanspriiche 

1 . Halbleiterprufsystem, enthaltend 

- einen Compiler zur Umwandlung von bei der 
Durchfuhrung einer Bauteillogiksimulation wan- 15 
rend einer Entwicklungsphase eines hochinte- 
grierten Bauteilpruflings gewonnenen Ereignisda- 
ten in einen Maschinenprogramincode; 

- eine Ereignisdatei zur Speicherung der vom 
Compiler umgewandelten Ereignisdaten; 20 

- einen Ereignisspeicher zur Speicherung der von 
der Ereignisdatei stammenden Ereignisdaten in 
Form zweier getrennter Datentypen, wobei ein 
Datentyp ein ganzzahliges Vielfaches eines Refe- 
renztaktzyklus und der andere Datentyp Bruch- 25 
teiie des Referenztaktzyklus darstellt; 

- Mittel zurErzeugung eines Prufmusters auf der 
Grundlage der vom Ereignisspeicher kommenden 
Ereignisdaten und zur Zufuhrung des Prufmusters 
zum hochintegrierten Bauteilprufling; '30 

- eine Ergebnisdatei zur Bewertung eines Ant- 
wortausgangssignals des hochintegrierten Bau- 
teilpriiflings und zum Speichern von sich ergeben- 
den Bewertungsdaten; und 

- Mittel zur Bewertung des Entwurfs fur das 35 
hochintegrierte Bauteil auf der Grundlage der in 
der Ergebnisdatei gespeicherten Daten, 

2. Halbleiterprufsystem nach Anspruch 1, wobei die 
Ereignisdaten EIN-AUS-Wechsel in Eingangs- und 
Ausgangssignalen an einer bestimmten Stelle des 40 
hochintegrierten Bauteilpruflings in bezug zu zeitli- 
chen Abstanden zu einem bestimmten Bezugspunkt be- 
schreiben. 

3. Halbleiterprufsystem nach Anspruch 1, wobei der 
Compiler zur Erzeugung der Ereignisdatei neben den 45 
Ereignisdaten auch Prufgerat-Pindaten des Halbleiter- 
priifsytems empfangt. 

4. Halbleiterprufsystem nach Anspruch 1, weiterhin 
enthaltend Mittel zur Anzeige des dem hochintegrier- 
ten Bauteilprufling zuzufuhrenden und auf den Ereig- 50 
nisdaten der Ereignisdatei basierenden Prufmusters. 

5. Halbleiterprufsystem nach Anspruch 1, weiterhin 
enthaltend Mittel zur Anzeige des dem hochintegrier- 
ten Bauteilprufling zuzufuhrenden und auf den Ereig- 
nisdaten der Ereignisdatei basierenden Prufmusters, 55 
wobei die Anzeigemittel eine Gesamtdarstellung des 
Prufmusters, eine vergroBerte Teilansicht des Prufmu- 
sters, zeitliche Veranderungen aller Prufmusterereig- 
nisse sowie das zusatziiche Auftreten bzw. das Weg fal- 
len von Verschiebungen beim Ereignis darstellen. 60 

6. Halbleiterprufsystem, enthaltend 

- Mittel zur Entwicklung eines hochintegrierten 
Hauteils in einer Umgebung zur elektronischen 
Entwicklungsautomatisierung (EDA-Umgebung) 
mit Hilfe eines Rechnersy stems; 65 

- eine wahrend der Entwicklungsphase des hoch- 
integrierten Bauteils bei der Durchfuhrung einer 
Logiksimulation am hochintegrierten Hauteil ge- 



wonnene Speicherauszugsdatei; 

- einen Compiler zur Umwandlung der in der 
Speicherauszugsdatei vorhandenen Ereignisdaten 
in einen Maschinenprogrammcode; 

- eine Ereignisdatei zur Speicherung der durch 
den Compiler umgewandelten Ereignisdaten; 

- einen Ereignisspeicher zur Speicherung der von 
der Ereignisdatei stammenden Ereignisdaten in 
Form zweier getrennter Datentypen, wobei ein 
Datentyp ein ganzzahliges Vielfaches eines Refe- 
renztaktzyklus und der andere Datentyp Bruch- 
teile des Referenztaktzyklus darstellt; 

- Mittel zur Erzeugung eines Prufmusters auf der 
Grundlage der vom Ereignisspeicher stammenden 
Ereignisdaten und zur Zufuhrung des Prufmusters 
zum hochintegrierten Bauteilprufling; 

- eine Ergebnisdatei zur Bewertung eines Ant- 
wortausgangssignals des hochintegrierten Bau- 
teilpriiflings und zum Speichern von sich ergeben- 
den Bewertungsdaten; und 

- Mittel zur Bewertung des Entwurfs fur das 
hochintegrierte Bauteil auf der Grundlage der in 
der Ergebnisdatei gespeicherten Daten und zum 
Zuriickfiihren von Ergebnissen der Bewertung zur 
EDA-Umgebung. 

7. Halbleiterprufsystem nach Anspruch 6, wobei die 
Ereignisdaten EIN-AUS-Anderungen in Eingangs- und 
Ausgangssignalen an einer bestimmten Stelle des 
hochintegrierten Bauteilpruflings in bezug zu zeitli- 
chen Abstanden zu einem bestimmten Bezugspunkt be- 
schreiben. 

8. Halbleiterprufsystem nach Anspruch 6, wobei der 
Compiler zur Erzeugung der Ereignisdatei neben den 
Ereignisdaten auch Prufgerat-Pindaten des Halbleiter- 
priifsytems empfangt. 

9. Halbleiterprufsystem nach Anspruch 6, weiterhin 
enthaltend Mittel zur Anzeige des dem hochintegrier- 
ten Bauteilprufling zuzufuhrenden und auf den Ereig- 
nisdaten der Ereignisdatei basierenden Prufmusters. 

10. Halbleiterprufsystem nach Anspruch 6, weiterhin 
enthaltend Mittel zur Anzeige des dem Halbleiterbau- 
teilpriifling zuzufuhrenden und auf den Ereignisdaten 
der Ereignisdatei basierenden Prufmusters, wobei die 
Anzeigemittel eine Gesamtdarstellung des Prufmu- 
sters, eine vergroBerte Teilansicht des Priifmusters, 
zeitliche Veranderungen aller Prufmusterereignisse so- 
wie das zusatziiche Auftreten bzw. das Wegf alien von 
Verschiebungen beim Ereignis darstellen. 
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